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Fluoreszenz-

Spektroskopie

) Die Anforderungen der Kunden an die
Eigenschaften optischer Gléaser und Kristalle
sind mittlerweile auflerordentlich hoch,
weil3 Dr. Axel Engel, Wissenschaftlicher Refe-
rent im AMS (Analytik-Messtechnik-Service)
des Bereiches Forschung und Technologie-
entwicklung bei Schott in Mainz. Das gilt
vor allem fur Materialien, die in der Praxis
fur hochintensive Lichtquellen wie Laser z. B.
verwendet werden. Sie dirfen nur minimale
Lichtmengen absorbieren, da sie andernfalls
die Produktfunktion negativ beeinflussen.
Zur Verifikation der zugesicherten Eigen-
schaften ist Schott im Rahmen der internen
Qualitatskontrolle jetzt auch in der Lage,
mittels  Fluoreszenz-Spektroskopie  selbst
Ultraspurenverunreinigungen von einigen
Milliardstel (ppb) in optischen Materialen
sicher nachzuweisen.

Bei der Fluoreszenz-
Spektroskopie wird die
Material-Probe der
Strahlung einer 450 Watt
Xenonlampe ausgesetzt.
Das hierbei in Fluoreszenz
umgewandelte Licht gibt
Aufschluss tber Art und
Grad der Verunreini-
gungen.

,LVerraterische* Lumineszenzen

Der Wissenschaftler erklart das Prinzip: ,,Bei
der Bestrahlung optischer Materialien ins-
besondere mit UV-Licht wird dieses teil-
weise absorbiert. Dabei ist in einigen Fallen
eine Lumineszenz — also ein Leuchten -
zu beobachten. Diesem charakteristischen
Leuchten kdnnen wir jeweils ganz bestimm-
te, stbrende Verunreinigungen zuordnen.“
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Bei optischen Materialien sind Zusatzstoffe
oder Verunreinigungen bereits im Bereich
weniger Millionstel (ppm) ausschlaggebend
— eine Nachweisgrenze, die bisher der
chemischen Analytik vorbehalten war. Aller-
dings mit gravierenden Nachteilen: Zum
einen ist diese Methode sehr zeit- und
kostenintensiv; zum anderen ist sie nicht
zerstorungsfrei durchfiihrbar. Das heif3t: Die
untersuchten Proben sind nach der Unter-
suchung nicht mehr einsetzbar.

Die Fluoreszenz-Spektroskopie bietet hier
entscheidende Vorteile. Konkret: Zur Be-
stimmung der Fluoreszenz wird eine repra-
sentative Material-Probe aus der Produktion
entnommen und im Probenraum eines
Spektrometers der Strahlung einer 450-Watt
Xenonlampe ausgesetzt. Eine solche Anre-
gungsquelle emittiert Licht sowohl im sicht-
baren als auch im UV-Bereich. Wegen des
generell geringen Verunreinigungsgrades
optischer Glaser und Kristalle muss eine
Lichtquelle sehr hoher Intensitat verwendet
werden, um ein Leuchten hervorzurufen.
Optische Bauelemente filtern aus dem emit-
tierenden Licht der Xenonlampe charakteris-

Modernste Messtechnik ermdglicht es, in optischen Materialien Spuren
einzelner Elemente bis unterhalb von 50 ppb nachzuweisen.

tische Linien heraus. Das in der Probe
absorbierte und in Fluoreszenz-Strahlung
konvertierte Licht wird zum instrumentellen
Nachweis in einem zweiten Monochromator
spektral aufgelost.

Kunde profitiert

Bei der Bewertung der Fluoreszenz ziehen
die Wissenschaftler Referenzproben heran.
Diese besitzen im spezifizierten Wellenlan-
genbereich definierte optische Eigenschaf-
ten, die entsprechend der praktischen An-
wendung des Probenmaterials angepasst
wurden und fir eine Qualitatsprifung her-
angezogen werden.

,»Zur ldentifizierung der beobachteten Spek-
tral-Linien nutzen wir Vergleichsspektren aus
der Literatur und Ergebnisse von Modell-
rechnungen. Den Anteil der Verunreinigun-
gen rechnen wir mit Ergebnissen der chemi-
schen Analyse hoch®“, so Dr. Engel, der

zugleich ehrgeizige Plane fur die Zukunft
formuliert: ,,Wir werden die Nachweismog-
lichkeit auf zusatzliche Elemente ausweiten
und eine Referenzspektren-Datenbank zum
schnellen Nachweis und zur Bestimmung
des Verunreinigungsgrades aufbauen. Die
Prézision dieser komplexen Analytik, basie-
rend auf der Kombination von modernster
Messtechnik, groem Auswerte-Know-how
und detaillierten Materialkenntnissen, be-
vorteilt unsere Kunden im Wettbewerb.“ <
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